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OFFERTA TECNICA E RELAZIONE 



Per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un procuratore del legale rappresentante, apponendo la firma digitale. 
Per gli operatori economici stranieri non residenti in Italia, la presente dichiarazione può essere sottoscritta dai medesimi soggetti apponendo la firma autografa ed allegando copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità 
La presente dichiarazione dovrà essere inviata attraverso l’inserimento sul Sistema telematico nell’apposita sezione “Offerta Tecnica”, comprensiva di eventuali allegati alla medesima, che illustrino compiutamente la fornitura offerta. 


1. Descrizione generale del sistema
………………………………….











2. Caratteristiche relative a tutti i requisiti tecnici minimi richiesti nel capitolato. 
[bookmark: _Toc77752624](Nota bene: nell’offerta tecnica si richiede una risposta punto-punto a ciascuna voce del capitolato tecnico riportata al capitolo 3.4: caratteristiche tecniche e dotazioni minime richieste   ) 

La fornitura relativa all’ UHT-Nano-Indenter dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche, che costituiscono la configurazione minima richiesta:
 Essere dotato di una piattaforma operante in aria e a temperatura ambiente (piattaforma RT -room temperature) e di una piattaforma operante in vuoto e ad alta temperatura (piattaforma HT -high temperature).
	#
	Caratteristiche tecniche minimi richieste
	 

	La piattaforma RT deve:

	1
	avere sistema di movimento controllato in xyz del piatto porta-campione; traslazione in x almeno 200 mm, in y almeno 75 mm e in z almeno 20 mm;
	 

	2
	avere sistema antivibrante per l’isolamento dalle vibrazioni con un sistema elettronico attivo 
	 

	3
	avere una copertura per l’isolamento acustico
	 

	4
	ospitare una testa di nano-indentazione e una testa di nano-scratch
	 

	5
	avere a corredo una testa di nano-indentazione con carico  massimo di almeno 500 mN, corredata di punta in diamante di tipo Berkovich con certificato di calibrazione
	 

	6
	Avere la testa di nano-scratch operante fino ad 1 N e accessoriata con un cantilever in grado di effettuare nano-scratch con carico massimo di almeno  100 mN corredato di punta in diamante sfero-conica con calibrazione certificata 
	 

	7
	essere predisposta per misurazioni di caratteristiche corrente-tensione durante misura di nano-indentazione attraverso  punta conduttiva; 
	 

	8
	essere dotata di una microscopio per la visualizzazione ad alta risoluzione dell’area del campione su cui effettuare la misura con almeno obiettivo 20x a corredo e   illuminatore coassiale.
	 


 
 
 
	
	Caratteristiche tecniche minime richieste.
	 

	La piattaforma HT deve:

	9
	essere costituita da un camera operante in vuoto non superiore a (non peggiore di)  10-6 mbar dotata di due pompe, primaria e secondaria, per l’isolamento (del secondo stadio da vuoto) dalle vibrazioni, con software dedicato per il controllo del vuoto
	 

	10
	avere un sistema di smorzamento delle vibrazioni a 4 punti
	 

	11
	avere un piatto termico in grafite di diametro almeno 20 mm corredato da termocoppia
	 

	12
	avere un tavolo motorizzato con spostamento in xy minimo di 190 mm x 70 mm
	 

	13
	avere a corredo una testa di misura per nano-indentazione operante in vuoto ed alta temperatura con carico massimo di almeno 50 mN
	 

	14
	essere corredata di almeno una punta di tipo Berkovich in carburo di tungsteno  per l’indentazione con certificato di calibrazione 
	 

	15
	essere dotata di un modulo di riscaldamento operante fino a 800°C con termocoppia, sistema di raffreddamento ad acqua e controllore elettronico della temperatura;
	 

	16
	essere dotata di un microscopio per la visualizzazione ad alta risoluzione dell’area del campione su cui effettuare la misura  con ingrandimento minimo 5x
	 

	17
	essere predisposta per l’adeguamento successivo a misure in atmosfera inerte
	 


 
 
La piattaforma RT e la piattaforma HT devono essere dotate di software per: il controllo completo a Temperatura Ambiente (RT) e in vuoto ad alta Temperatura (HT); l’acquisizione dati nelle diverse modalità di lavoro e per l’analisi dei dati acquisiti, sia a temperatura ambiente che ad alta temperatura. 
 
	#
	Caratteristiche tecniche minime richieste. 
	 

	Il software di nano-indentazione deve permettere di effettuare misure con le seguenti modalità:

	18
	calcolo automatico della durezza (H) e del modulo elastico (E)
	 

	19
	modi con forza e profondità controllati 
	 

	20
	modo con tasso di sforzo costante e controllo del carico o della profondità
	 

	21
	profilazione profonda (H o E verso la profondità) con cicli multipli
	 

	22
	modalità di misura a matrice
	 

	23
	gestione personalizzata dei profili di indentazione grazie a macro gestite dall’utente
	 

	Il software di nano-scratch deve permettere di:

	24
	eseguire misure di scratch test semplice, di scratch test avanzato con pre-scansione e post-scansione, e di scratch test definito dall&apos;utente
	 

	La fornitura in toto deve essere corredata da:

	25
	set di calibrazione in silica e rame per temperatura ambiente
	 

	26
	set di calibrazione in silica e rame per alta temperatura
	 

	27
	set di calibrazione in rame per lo scratch
	 

	28
	un sistema di raffreddamento dell’acqua (chiller) per la piattaforma HT
	 


 
La fornitura deve essere corredata da PCs di ultima generazione con monitors ad alta risoluzione per ognuna delle due piattaforme RT ed HT rispettivamente .
La fornitura deve essere compresa di garanzia, specificando il periodo e le condizioni della garanzia stessa.
[bookmark: _GoBack]Tutte le parti della fornitura UHT-Nano-Indenter devono essere configurate per alimentazione a 220V/240V.


REQUISITI TECNICI AGGIUNTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
3) L’apparecchiatura dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche:
	N°
	CRITERI DI VALUTAZIONE
	
	
	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE
	NOTA: INDICARE CON UNA ‘X’ IL REQUISITO  OFFERTO

	PIATTAFORMA RT PER MISURE A TEMPERATURA AMBIENTE (ROOM TEMPERATURE)

	1
	Accessori del porta-campione
	
	
	Supporto per fette di diametro fino a 8 pollici con rotazione del campione sul piano e bloccaggio del campione a vuoto
	

	2
	Sistema di bloccaggio campione
	
	
	Pompetta da vuoto per supporto fette 
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Caratteristiche Testa di nano-indentazione RT
	
	
	Avere la testa di nano-indentazione dotata di riferimento passivo per la determinazione della quota della superfice del campione sotto test 
	

	

	4
	Punte a corredo aggiuntive (oltre i requisiti di minima) per nano-indentazione 
	
	
	N° 2 Punte di tipo Berkovick conduttiva
	

	
	
	
	
	N° 1 Punta di tipo Berkovick conduttiva
	

	
	
	
	
	N° 2 Punte di tipo Berkovich in Diamante 

	

	
	
	
	
	N° 1 Punta di tipo Berkovich in Diamante 

	

	5
	Punte a corredo aggiuntive (oltre i requisiti di minima) per nano-scratch
	
	
	N° 2 Punte sfero conica in Diamante 

	

	
	
	
	
	N° 1 Punta sfero conica in Diamante 

	

	6
	Cantilever di nano-scratch a corredo aggiuntivi (oltre i requisiti di minima)
	
	
	Un ulteriore cantilever con carico massimo di scratch superiore a 100 mN 
	

	
	
	
	
	Un ulteriore cantilever con carico massimo di scratch inferiore a 100 mN
	

	7
	Microscopio per osservazione del campione: ottiche aggiuntive oltre i requisiti di minima
	
	
	Ottiche 5x e 100x
	

	
	
	
	
	Ottica 100x
	

	PIATTAFORMA  HT PER MISURE AD ALTA TEMPERATURA (HIGH TEMPERATURE)

	8
	Caratteristiche Testa di nano-indentazione HT
	
	
	Avere la testa di nano-indentazione includente oltre la punta di test, una punta di riferimento attivo per la determinazione esatta della quota della superficie del campione, per la compensazione di eventuali derive durante la misura (con controllo della temperatura) con a corredo almeno una punta in carburo di tungsteno per il riferimento
	

	9
	Microscopio per osservazione del campione: ottiche aggiuntive oltre i requisiti di minima
	
	
	Ottica 20 x
	

	
	
	
	
	Ottica 50 x
	

	
	
	
	
	Ottica 100 x
	

	10
	Punte a corredo della piattaforma HT aggiuntive (oltre i requisiti di minima)
	
	
	N°2 Punta di tipo Berkovick  in carburo di tungsteno per alta temperatura
	

	
	
	
	
	N°1 Punta di tipo Berkovick  in carburo di tungsteno per alta temperatura
	

	
	
	
	
	N°2 Punta di tipo Berkovick  in diamante per alta temperatura
	

	
	
	
	
	N°1 Punta di tipo Berkovick  in diamante per alta temperatura
	

	
	
	
	
	N°1 Punta di tipo Berkovick  in diamante per operare a temperatura ambiente
	

	
	
	
	
	N°2 Punte in Rubino per il riferimento
	

	
	
	
	
	N°1 Punta in Rubino per il riferimento
	

	PARTI DI RICAMBIO DI USURA

	11
	Sistema di riscaldamento
	
	
	Sistemi di schermatura termica
	

	
	
	
	
	Termocoppie di ricambio 
	

	
	
	
	
	Supporti in grafite per sistema ad alta temperatura
	

	SOFTWARE
	
	
	
	
	

	12
	Metodologia di misura ed analisi per nano-indentazione
	
	
	Modo sinusoidale (sinusoide mode) con frequenza fino a 20Hz 
	

	
	
	
	
	Ricostruzione di mappe 3D (dei parametri meccanici a fissato carico) 
	

	ALTRE OPZIONI
	
	
	
	
	

	13
	Estensione durata della garanzia
	
	
	Un anno aggiuntivo di garanzia
	

	
	Totale
	
	
	
	





